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Resumen. Los diodos de potencia pueden sufrir fallas catastréficas cuando son impactados por
particulas de alta energia mientras se encuentran sometidos a un voltaje elevado en polarizacion
inversa. Este tipo de eventos se denomina quemado por eventos simples (SEB por sus siglas en
inglés). La observacion de este tipo de dispositivos degradados por SEB sugiere que el mecanismo de
destruccion se debe a la fusion originada por el aumento de temperatura debido a efecto Joule. Este a
su vez se debe a la alta corriente generada por efectos avalancha provocada por las cargas depositadas
por el impacto de la particula en la zona de campos eléctricos intensos que se origina en las
proximidades de la juntura del diodo cuando éste se halla en un estado de polarizacién inversa con
voltaje elevado. Sin embargo un mecanismo no explorado es la falla por superacion de tensiones
mecanicas criticas generadas por los gradientes térmicos en tiempos mas cortos que los necesarios
para la fusion del material. Este trabajo es un paso previo a la resolucion de un modelo axisimétrico
de transporte de portadores en el diodo en una situacién SEB acoplado con un modelo de termo
elasticidad para verificar la secuencia de falla del dispositivo. En este trabajo resolvemos el modelo
de transporte de portadores en un diodo de potencia en la aproximacién de arrastre-difusién en una
dimension espacial y dependiente del tiempo. Estudiamos la aparicién del efecto avalancha en funcion
del voltaje de polarizacion inversa aplicado y de la carga depositada por la particula incidente.
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